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Beschrelbung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein digitales 
elektrisches Langen- Oder WinkelmeBsystem 
nach dem Oberbegrfff des Anspruches 1. Derarti- 
ge Einrichtungen werden beispietsweise als Posi- 
tionsanzeigen fur bewegliche Bauteile Oder in 
Verbindung mit numerischen Steuerungen be- 
nutzt. 

Unter digitalen elektrischen Langen- oder 
WinkelmeBeinrichtungen sind gemaB der Norm 
MeBeinrichtungen zu verstehen, die einer Me- 
BgroBe eine AusgangsgrqBe zuordnen, die eine 
mit test gegebenem kleinsten Schritt quantisierte, 
zahlenmaBige Darsteilung der MeBgroBe ist Die 
MeBsignalerzeugung ist dabei durch unter- 
schiedliche Methoden der Tellungsabtastung 
moglich. Man unterscheidet photoelektrische, in- 
dukttve, magnetische und kapazitive Abtastprinzi- 
pien. Bei digttai-inkremerrtaten MeBeinrich- 
tungen ist die MeBteiiung stets periodisch 
strukturiert ; bei dlgital-absoluten MeBeinrich- 
tuhgen — zumindest bei denen hdherer Auflo- 
sung — trifft dies fur die feinste Spur zu. Bei 
inkremerttaien MeBeinrichtungen sind die ein- 
zeinen Teilungsinkremente nicht unterscheidbar. 
Die Lingenmessung basiert auf dem fortlau- 
fenden Addieren der Zahlinkremente, die beim 
Durchfahren der MeSstrecke vom Arrfangspunkt 
zum Endpunkt auftreten. Die mit Hilfe eines Auf- 
nehmers von einer MaBverkdrperung abgeleite- 
ten Signale sind derTeilung entsprechend perio- 
disch, wobei sie innerhalb einer Periode 
praktisch immer analog sind (so daB insbesonde- 
re ein inkrementales meBsystem als Aneinan- 
derreihung einer Anzahi von Analog-MeBbe- 
reichen aufgefaBt werden kann). 

Es ist ublich, mit Hilfe der periodischen Signaie 
die Analog-MeBbereiche in eine bestimmte An- 
zahi von Digitalschritten zu unterteilen. 

Es sind zahlreiche Korrekturmethoden bei digi- 
talen elektrischen Langen- oder WinkelmeBein- 
richtungen bekannt Man unterscheidet grund- 
satzlich die mechanischen und die elektroni- 
schen Korrekturmethoden. Mechanische 
Korrektureinrichtungen sind einem veranderten 
Fehlerveriauf nur schwer anzupassen. Sie sind 
mechanisch aufwendig herzustellen und darter 
im allgemeinen groB und kostspielig. 

Aus der DE-PS- 1 638 032 ist eine elektronische 
Fehlerkorrektureinrichtung bekannt Dort wird 
vorgeschlagen, bestimmte — durch Vorabver- 
messung ermittelte — Korrekturwerte in einem 
Speicher abzuspeichern. Ein elektronischer Digi- 
tairechner ist derart programmiert, daB die im 
Speicher enthaltenen Korrekturwerte an 
bestimmten verschiedenen Steliungen des be- 
weg lichen Bauteiles den MeBwerten uberiagert 
werden. Bei dem heutigen Stand der Technik 
wird als rechner ein Mikroprozessor und als 
Speicher ein Festwertspeicher eingesetzt 

Urn eine derartige Korrekturmethode auch bei 
inkrementalen MeBeinrichtungen sinnvoli an- 
wenden zu kdnnen, wird in den deirtschen Pa- 
tentschriften DE-PS-2 732 909 (Anspruch3) und 


DE-PS-2 732 954 (Anspruch 6) vorgeschlagen, die 
Korrekturpositionen absolut festzulegen, so daB 
in jedem Falle eine richtige Zuordnung der 
Korrekturwerte zu den Korrekturpositionen ge- 

5 wahrteistet ist. 

In der DE-OS-2 729 697 ist ferner vorgeschla- 
gen worden, die zu interpolierenden Signale — 
die durch die Abtastung der periodischen Teilung 
gewonnen werden — auf Fehier wie Gleich- 

10 spannungsanteil, Amplitudenschwankung und 
Phasendifferenz zu untersuchen. Die ermittelten 
Abweichungen werden als digitale 
Korrekturwerte in einem Speicher zur Korrektur 
der dlgitaiisierten Abtaststgnale gespeichert Die 

15 digitalisierten und korrigierten Abtastsignale 
werden artschlieBend in einem Digitafrechner In- 
terpollert, urn so bei der MeBeinrichtung eine 
hdhere Aufldsung zu erzielen. 
Der Erfindung tiegt die Aufgabe zugrunde, mit 

20 einfachen Mlttein durch interpolation eine hoch- 
aufiosende MeBeinrichtung der eingangs ge- 
nannten Art zu schaffen, bet der auch die aus den 
-unver&nderten periodischen Abtastsignalen ge- 
bildeten Interpolationswerte praktisch fehlerfrei 

25 sind. 

Diese Aufgabe wird bei einem MeBsystem ge- 
maB dem Oberbegiiff des Anspruchs 1 durch die 
im Kennzeichen des Anspruches 1 angegebenen 
MaBnahmen gelost. Weitere, die Erfindung aus- 
30 gestaitende MaBnahmen entnimmt man den Un- 
teranspruchen. 

Besondere Vorteiie der erfindungsgemaBen In- 
terpolationsfehlerkorrektur liegen darin, daB alle 
Fehierparameter im Rahman der ReferenzmeBge- 
35 nauigkeit bei der Korrektur berucksichtigt 
werden, und daB die Anzahi der einzelnen Unter- 
teilungskorrekturen der geforderten MeB- 
systemgenauigkeit und dem vertretbaren techno- 
logischen und wirtschaftlichen Aufwand reiativ 
40 einfach angepaBt werden kann. 

Eine besonders vorteiihafte Korrekturmethode 
besteht in der Uberiagerung der bekannten elek- 
tronischen Fehlerkorrektur gemaB DE-PS 
1 638 032 und der erfindungsgemaBen Interpola- 
45 tionsfehierkorrektur. 

Anhand der Zeichnungen soil die Erfindung 
noch naher erlautert werden. 

Es zeigt. 

Ftgur 1 Eln Blockschaltbild eines MeB- 
50 systems, das gemaB der Erfindung betrieben 
wird. 

Rgur 2 Ein Blockschaltbild eines Systems zur 
Fehlererfassung und Korrektur. 

Figur 3 Den Verlauf einer Interpola- 
55 tionsfehlerkurve innerhalb einer Teilungsperiode. 

Rgur 4 Den Verlauf einer Fehierkurve uber 
mehrere Teilungsperioden mit uberlagertem pe- 
riodischen Fehier. 

Das Blockschaltbild in Figur 1 zeigt ein digita- 
60 les elektrisches MeBsystem mit herkommlichen 
Bausteinen, die urn eine digitate elektronische 
Korrektureinrichtung erganzt ist 

Das ErfindungsgemaBe Verfahren wird be- 


2 


3 


0 048 851 


4 


vorzugt bei inkrementalen Mefleinrichtungen an- 
gewandt 

Bei inkrementalen MeBsystemen ist es Gblich, 
zur Messung von Langen Oder Winkeln zwei 
phasenversetzte Signale zu erzeugen. Bei Ab- 
tastung einer periodisch strukturierten Teilung 
werden durch raumlich versetzte Abtastgitter 
mindestens zwei Abtastsignale erzeugt, die um 
30° phasenverschoben sind. Aus dieser Pha- 
senverschiebung laBt sich die bewegungsrich* 
tung der Abtasteinrichtung gegenuber der Tei- 
lung ermitteln. 

Diese Abtastsignale haben — bei gewissen 
geometrischen Zusammenhangen zwischen Tei- 
lung und Abtasteinrichtung — etwa sinusf6rmi- 
gen bzw. cosinusfdrmigen Veriauf und die 
gleiche Periodizitat wie die Teilung (die MeB- 
signatperiode entspricht dabei dem Tei lungs- 
raster). Die Teilungskonstanten sind hirtsichtlich 
ihrer Aufldsung physikalisch und technologist 
nicht ohne weiteres zu verkleinern. Daher wird 
die angestrebte erhbhte Aufldsung im allgemei- 
nen durch elektronische Unterteilung (Interpola- 
tion) der ortsabhangigen MeBsignale erreicht. 

Hierzu ist eine Interpolationseinrichtung zur 
Zwischenwertbildung erforderlich, in der die 
durch die Teilung festgelegten Weg- oder Winkel- 
schritte in kleinere, untereinander gleichgroBe 
Schrftte unterteilt werden. 

Die eingangs beschriebene elektronische 
Korrektureinrichtung bei einer Interpola- 
tionseinrichtung (DE-OS-2 729 697) verringert 
Fehleranteile, indem sie die analogen Abtast- 
signale zumindest auf drei Fehlerparameter un* 
tersucht (Gleichspannungsanteil, Amplituden- 
schwankung, Phasenfehler) und die ermittelten 
Fehier durch Korrekturwerte in digitaler Form 
den dann bereits ins Digitate gewandelten Abtast- 
signalen uberlagert, und erst diese korrigierten 
und digitalisierten Signale interpoliert. 

GemaB Figur 1 werden aus den vom MeB- 
system M gelieferten MeBsignalen in einem Inter- 
polator Z Zwischenwerte J jeweils aus den voilen 
* Signalperioden gebildet. In einem Speicher S 
sind diesen Zwischenwerten J zugeordnete 
Korrekturwerte C gespeichert Der Speicher S ist 
zweckmaBig ein Festwertspeicher (ROM, PROM, 
PLA). Die Zwischenwerte J werden in. eine 
Korrektureinrichtung K eingegeben, wo sie mit 
den Korrekturwerten C aus dem Speicher S 
uberlagert werden. Die Zuordnung der 
Korrekturwerte C zu den Zwischenwerte J erfolgt 
mittels eines nicht dargestellten Digitalrechners 
in der Korrektureinrichtung K. Der Ausgang der 
Korrektureinrichtung K ist an eine Auswertestufe 
A geschattet, die aus einer Anzeigevorrichtung 
oder einer Steuereinrichtung bestehen kann. Dort 
sind die korrigierten MeBwerte verfOgbar. 

Die Elemente M, S und K konnen auch zur 
Korrektur systematischer Fehier (z. B. Perioden- 
Fehler) fur bestimmte Punkte des MeBbereiches 
gemaB DE-PS-t 638 032 herangezogen werden. 
Hierzu ist eine elektrische Verbindung zwischen 
den Elementen M und K erforderlich, die ge-* 
strichelt dargestellt ist. 


In Figur 2 ist schematisch dargestellt, wie die 
Korrekturwerte C ermittelt und verarbeitet 
werden konnen. 
Mit dem MeBsystem M ist ein hochgenaues 

5 ReferenzmeBsystem RM in geeigneter Weise ge- 
koppelt. Beim MeBvorgang werden in beiden 
MeBsystemen M und RM MeBsignale erzeugt. Zur 
Erhdhung der Aufldsung werden aus den MeB- 
signalen des MeBsystemes M in einem interpola- 
te? tor Z Zwischenwerte J erzeugt Diese Zwi- 
schenwerte J werden zum einen einer Korrektu- 
reinrichtung K und zum anderen einer Ver- 
gleichereinrichtung (Komparator V) zugefuhrt 
Die MeBsignale des ReferenzmeBsystems RM 

15 (z. B. ein Laserinterferometer) werden ebenfalls 
dem Komparator V sowie einer Referenzanzeige- 
vorrichtung RA zugefuhrt 

Im Komparator V werden die vom MeBsystem M 
gelieferten Zwischenwerte J mit den hochgenau- 

20 en MeBwerten des ReferenzmeBsystems RM ver- 
glichen und im Faile einer Abweichung wird die 
Differenz als Korrekturwert C vorzeichenrichtig in 
einem Speicher S abgespeichert Aus diesem 
Speicher S getangen die Korrekturwerte C in die 

25- Korrektureinrichtung K, wo sie den zugehdrigen 
Zwischenwerten J uberlagert werden. Ein in der 
Korrektureinrichtung K vorgesehener, nicht dar- 
gesteltter Rechner ist dabei so organisiert, daB 
die eingespeicherten Korrekturwerte C in der 

30 richtigen Reihenfolge und in der jeweils richtigen 
Position aus dem elektronischen Speicher S aus- 
gelesen und rechnerisch berucksichtigt werden. 
Auf diese Weise werden die Interpolationswerte 
kalibriert Die Korrektureinrichtung K speist eine 

35 Anzeigevorrichtung A, in der nun die korrigierten 
MeBwerte ablesbar sind. Bei ordnungsgemaBem 
Ablauf muB die Anzeige A des MeBsystems M mit 
der Referenzanzeige RA des ReferenzmeB- 
systems RM Obereinstimmen. 

40 In Figur 3 ist dargestellt, weichen Veriauf eine 
Fehlerkurve innerhalb einer Teilungsperiode ha- 
ben konnte. Die Pfeile C, bis C 10 steilen dabei die 
Korrekturwerte fur die Interpolationswerte J, bis 
J 1Q dar. 

45 Weiterhin besteht die M6giichkeit, nicht jedem 
Zwischenwert einen individuellen Korrekturwert 
zuzuordnen, da das bei Gitterkonstanten von 
beispielsweise 10u.m in einer lichtelektrischen 
inkrementalen MeBeinrichtung zu sehr vielen 

50 Speicherplatzen fuhren wurde. 

Vielmehr wird zweckmaBigerweise ein mittlerer 
Unterteilungsfehler abschnittsweise oder fur den 
gesamten MeBbereich bestimmt und kom- 
pensiert. 

55 in Figur 4 ist eine Fehlerkurve dargestellt, bei 
der den Periodenfehlem die Unterteilungsfehler 
uberlagert sind. Es ist erkennbar, daB sich uber 
mehrere Teilungsperioden TP auch der Untertei- 
lungsfehler verandert Hler kann jeweils ab- 

60 schnittsweise uber mehrere Teilungsperioden TP 
der mittlere Unterteilungsfehler ermittett werden. 
Es wird danach ein mittlerer Korrekturwert C 
ermittelt, mit dem ausgewahlte Zwischenwerte 
der jeweiligen Periodengru ppe k x TP beauf- 

65 schlagt werden. Die Korrekturwerte fur die Perio- 
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denfehler tragen die Bezugszeichen ... B n . 

Im Qbrigen konnen fur bestimmte Untertei- 
lungswerte die Korrekturen ermittelt und unmit- 
telbar berucksichtigt werden, wahrend fQr die 
ubrigen Unterteilungswerte die Korrekturwerte 
durch Interpolation der benachbarten vorab 
bestimmten Korrekturwerte ermitteit werden. 

Die Ermittiung der Fehler erfolgt am rationell- 
sten im Verlaufe einer Eichmessung im Rahmen 
der Qualttats-Kontrolle fur die Me8einrichtung. 

Andererseits ist auch eine permanente Kaiibrie- 
rung denkbar, wenn die Verfahrgeschwindigkeit 
des zu messenden Objektes exakt glelchformig 
1st und die Verfahrgeschwindigkeit von einem 
prazisen Zeitglied kontrolliert wird. Der MeBweg 
ist ein Produkt aus Verfahrgeschwindigkeit und 
Zeit, so daB bei entsprechender Genauigkeit die- 
ser Faktoren die jeweilige Position bestimmt und 
mit dem zugehdrlgen durch interpolation ge- 
bildeten Zwischenwert verg lichen werden kann. 
Sich bei diesem Vergleich ergebende Ab- 
weichungen werden .als Korrekturwerte in der 
oben beschriebenen Weise den zugehdrlgen Zwi- 
schenwerten uberlagert 

Es liegt im Rahmen der Erfindung, auch belie- 
bige andere Positionen entlang der Verfahr- 
strecke auf diese Weise zu bestimmen und den 
MeBwerten die zugehorigen Korrekturwerte zuzu- 
ordnen. 


Patentanspruche 


1. Digitaies elektrisches Langen- oder 
WinkelmeBsystem mit einer periodisch struktu- 
rierten Teilung, einer diese Teilung durch gegen- 
seitige Rekativbewegung abtastenden Ab- 
tasteinrichtung, einer Interpoiatlonseinrichtung 
(Z) zur Bildung von Zwischenwerten (J) aus den 
von der Abtasteinrichtung geiieferten periodi- 
schen Abtastsignalen und einer Einrichtung (K) 
zur eiektronischen Korrektur der Abtastsignale, 
wobei ein Korrekturwertspeicher (S) fur vorab 
ermittelte Korrekturwerte (C) an die Korrektu- 
reinrichtung (K) angeschiossen ist, und einer 
Auswertestufe (A), gekennzeichnet durch 
folgende Merkmale : 

a) die Abtastsignaie sind der Interpola- 
tionseinrichtung (Z) unkorrigiert zugefuhrt ; 

b) an den Ausgang der Interpolationseinrich- 
tung (Z) ist die Korrektureinrichtung (K) ange- 
schiossen, in die die Zwischenwerte (J) ein- 
gespeist werden ; 

c) an den Ausgang der Korrektureinrichtung 
(K) ist die Auswertestufe (A) angeschiossen, in die 
die mit jeweils einem individuellen Korrekturwert 
beaufschlagten Zwischenwerte (J) als kofrigierte 
MeBwerte eingespeist werden. 

2. MeBsystem nach Anspruchl. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB fur augewahlte Zwischenwerte 
(J, J jeweils abschnittsweise uber mehrere Tei- 
lungsperioden (k*TP) der mittlere Interpoia- 
tionsfehier (F) ermittelt wird. und der dem Inter- 
polationsfehler (F) entsprechende Korrekturwert 


(C) den zugehorigen ausgewahlten Zwischenwer- 
ten (J) uberlagert wird. 

3. MeBsystem nach Anspruchl, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ausgewahlten Zwischenwer- 

5 ten (J^n) bestimmte Korrekturwerte (C lMrt ) zu- 
geordnet sind, daB Korrekturwerte (C^k) fur 
weitere Zwischenwerte (J^ durch Interpola- 
tion der Korrekturwerte (C Un ) ermittelt werden 
und die weiteren Zwischenwerte (J^k) mit den 

10 durch die Interpolation gewonnenen 
Korrekturwerten (C^k) beaufschlagt werden. 

4. MeBsystem nach Anspruchl, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die vorab ermittelten 
Korrekturwerte in Form einer Fehlertabelie in 

15 dem eiektronischen Korrekturwert-Speicher (S) 
gespeichert sind. 

■5. MeBsystem nach Anspruchl, dadurch ge- 
kennzeichnet daB zusatzlich fur Abtastsignaie 
der vollen Teilungsperioden (TP) Korrekturwerte 

20 (B^J ermittelt und den Abtastsignalen uberla- 
gert werden. 

6, MeBsystem nach Anspruch 1 und 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Korrekturwerte (C^ 
und B 1-n ) in einer Eichmessung ermittelt 

25 werden. 

7. MeBsystem nach Anspruch 1 und 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die abgespeicherten 
Korrekturwerte (C Un und B,.J im MeBbetrieb 
automatisch nach der Ermittiung der Zwi- 

30 schenwerte (J 1-n ) diesen uberlagert werden. 

B. MeBsystem nach Anspruchl, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Korrektur der Abtastsigna- 
le unter Heranziehung eines Zertgebers durch 
eine permanente Kalibrierung der Zwischenwerte 

35 (J) erfolgt, wobei permanent durch Vergleich der 
aus dem Produkt von Verfahrgeschwindigkeit 
und Zelt festgelegten Position mit den momentan 
durch Interpolation gebildeten Zwischenwerten 
(Ji„n) der jeweilige Korrekturwert (C 1m „) ermit- 

40 tett wird. 


Claims 

45 1. Digital, electric length or angle measuring 
system having a periodically structured 
graduation, a scanning device scanning this 
graduation by reciprocal relative movement, an 
interpolation device (Z) for the formation of inter- 

50 mediate values (J) from the scanning signals 
periodically delivered by the scaning device and a 
device (K) for the electronic correction of the 
scanning signals, a correction-value memory (S) 
for previously determined correction values (C) 

55 being connected to the correction device (K), and 
an evaluation stage (A), characterised by the 
following features : 

a) the scanning signals are supplied uncor- 
rected to the interpolation device (Z) ; 

60 b) connected to the output of the interpola- 
tion device (Z) is the correction device (K), into 
which the intermediate values (J) are fed ; 

c) connected to the output of the correction 
device (K) is the evaluation stage (A), into which 

65 the intermediate values (J), submitted in each 
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case to an individual correction value, are fed as 
corrected measured values. 

2. Measuring system according to Claim 1, 
characterised in that, for selected intermediate 
values (J,^). the average interpolation error (F) 
is determined in each case section by section 
over several graduation periods (k x TP), and the 
correction value (C) corresponding to the interpo- 
lation error (F) is superimposed on the associated 
selected intermediate values (J). 

3. Measuring system according to Claim 1, 
characterised in that certain correction values 
(dj, are assigned to selected intermediate 
values (JlJ, in that correction values (Ca. iK ) are 
determined for further intermediate values (Jaj<) 
by interpolation of the correction values (C 1Jt ) 
and the further intermediate values (Ja>k) are 
submitted to the correction values (CajO ob- 
tained by the interpolation. 

4. Measuring system according to Claim 1, 
characterised In that the previously determined 
correction, values are stored in the form of an 
error table in the electronic correction-value 
memory (S). 

5. Measuring system according to Claim 1, 
characterised in that correction values (B,^) are 
additionally determined for scanning signals of 
the full graduation period (TP) and are superim- 
posed on the scanning signals. 

6. Measuring system according to Claims 1 and 
5, characterised in that the correction values 
(C A . n and B 1tin ) are determined by calibration 
measurement. 

7. Measuring system according to Claims 1 and 
5, characterised in that the stored correction 
values (C 1-n and B Un ) are automatically 
superimposed in the measurement operation on 
the intermediate values (J^J after they have 
been determined. 

8. Measuring system according to Claim 1,. 
characterised In that the correction of the scan- 
ning signals is performed using a timer by a 
permanent calibration of the intermediate values 
(J), the particular correction value (C 1t .n) being 
permanently determined by comparison of the 
position established by the product of travelling 
speed and time with the intermediate values 
Wi-n) momentarily formed by interpolation. 


Revendfcatlons 

1. Systeme de mesure electrique numeYique de 
longueurs ou d'angles comprenant une gradua- 
tion structuree periodiquement, un dispositif de 
balayage balayant cette graduation par deplace- 
ment reiatif reciproque, un dispositif d'interpola- 
tion (Z) pour la formation de valeurs interm§diai- 
res (J) a partir des signaux de balayage periodi- 
ques delivres par le dispositif de balayage et un 
dispositif (K) pour la correction electronique des 
signaux de balayage, une memoire (S) "pour des 
valeurs de correction (C) etablies au prealable 
etant reliee au dispositif de correction (K). et un 


etage d'interpretation (A) caracterise par les 
caracteristiques suivantes : 

a) les signaux de balayage sont amenes non 
corriges au dispositif d'interpolation (Z) ; 
5 b) a la sortie du dispositif d'interpolation (Z) 
est raccorde le dispositif de correction (K) dans 
lequel sont stockees les valeurs intermediaires 
(J) ; 

c) a la sortie du dispositif de correction (K) 
10 est raccorde I'etage d'interpretation (A) dans 
lequel sont stockees, en tant que valeurs de 
mesure corrigees, les valeurs intermediaires (J) 
respectivement assorties d'une valeur de correc- 
tion individuelle. 
15 2. Systeme de mesure selon la revendication 1 , 
caracterise par le fait que pour les valeurs inter- 
mediaires selectionnees (J^n). on determine a 
cheque fois section par section sur plusieurs 
periodes de la graduation (k x TP) I'erreur d'inter- 
20 polation moyenne (F).et que Ton superpose la 
valeur de correction (C) correspondent a I'erreur 
d'interpolation (r^ aux valeurs intermediaires (J) 
selectionnees y relatives. 

3. Systeme de mesure selon la revendication 1, 
25 caracterls6 par le fait qu'aux valeurs intermediai- 
res selectionnees (J^j, on associe des valeurs 
de correction etablies (C n J, que par interpola- 
tion des valeurs de correction (C^J, on etablit 
des valeurs de correction (C^jJ pour d'autres 

30 valeurs Intermediaires (JajO et qu'on applique 
aux autres valeurs intermediaires (J/uJ les 
valeurs de correction (CajJ obtenues par ['inter- 
polation. 

4. Systeme de mesure selon la revendication 1, 
35 caracterise par le faft que Ton stocks dans la 

memoire Electronique (S) les valeurs de correc- 
tion prealablement etablies sous la forme d'un 
tableau d'erreurs. 

5. Systeme de mesure selon la revendication 1, 
40 caracterise par le fait que pour les signaux de 

balayage des periodes entieres (TP) de ta gradua- 
tion, on etablit en plus des valeurs de correction 
(Bi..n) et qu'on les superpose aux signaux de 
balayage. 

45 6. Systeme de mesure selon les revendica- 
tions 1 et 5, caracterisi par le fait qu'on etablit les 
valeurs de correction (C^ et B un ) au cours 
d'une mesure d'etalonnage. 
7. Systeme de mesure selon les revendications 

50 1 et 5, caracterise par le fait qu'apres la determi- 
nation des valeurs intermediaires (J 1-n ), on leur 
superpose automatiquement au cours de la 
mesure des valeurs de correction memorisees 
(C^etB,^. 

55 8. Systeme de mesure selon la revendication 1, 
caracterise par le fait qu'on effectue la correction 
des signaux de balayage avec emploi d'une 
horloge par un etalonnage permanent des valeurs 
intermediaires (J), la valeur de correction (C,„n) a 

60 chaque fois consideree etant etablie en perma- 
nence par comparaison de la position definie par 
le produit de la vitesse de emplacement et du 
temps avec les valeurs intermediaires (J 1Jt ) ins- 
tantanement formees par interpolation. 
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Sensorsystem mit veranderbarer Sensorsignalverarbeitung mit folgenden Merkmalen: 

- das Sensorsystem (1) umfasst eine Sensoreinheit (10) und eine Auswertungseinheit 
(40) 

- die Sensoreinheit (10) umfasst wenigstens ein Sensoreiement (12) zum Erfassen einer 
MeBgroBe (M) und zum Erzeugen eines die MeBgroBe (M) reprasentierenden 
Sensorsignals (U(M)) und eine Sensorsignalverarbeitungseinheit (25) zu einer 
Verarbeitung eines die MeBgroBe (M) reprasentierenden Sensorsignals (U(M)) gemaB 
vorgegebenen Parametern (c %i c 2j c 3 ...c m7 c m+ ^..c M ) J wobei die Parameter 
(c 1 ,c 2) c 3 ...c m ,c m+1 ...c M ) zur Sensorsignalverarbeitung von auBen einstellbar sind, wobei 

- die Auswertungseinheit (40) ist zu einer Auswertung von von der 
Sensorsignalverarbertungseinheit (25) ubertragenen Ausgangssignale (Out) 
vorgesehen ist. 


1 


